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Acculogic FLS Flying Prober mit Boundary Scan
von GOPEL electronic

SCANFLEX Il CUBE
Multi-Functional-JTAG/BoundayScan-Controller

=X

- offiziell geprufte Systemintegration von Acculogic und
GOPEL electronic

-vollautomatisierte Interaktion aller Probes mit Boundary Scan
- erhohte Testabdeckung und detaillierte Fehlerdiagnose

- erhohter Testzugriff durch Kombination von Boundary Scan
und Flying Probes

- Reduzierung der gesamten Testzeit durch Systemintegration

G GOPEL
electronic
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Anwendungen

< kleine bis mittlere Serien
- Test und Programmierung

Softwareintegration 2o Boards

. - Komponenten-Test
- Aufruf der SYSTEM CASCON™ Projekte
durch die INTEGRATOR-Software + JTAG/Boundary Scan

- optimierte Schnittstelle fiir - Nutzentest
Datenaustausch beider Systeme

- automatischer Testgenerator fiir
interaktive Tests

I Hardwareintegration
- PASS/FAIL-Flag Ub h d
Ausw/ertung ag Ubernahme un ACCU I_OGIC

an InTEST Company - schneller, skalierbarer
- Nutzung der Flying Probes als Boundary Scan Controller
Unterstiitzung in anderen Tests —  robuste Industrieldsung fiir
- kritische Signalwege

- flexible Anpassung an spezielle
UUT-Schnittstellen

- stabile Tests mit aktiver
Delaykompensation

- 4-Kanal Mixed Signal I/O
Modul

Key Features

- Unterstltzung der Flying Mini Fixture
Module

- Steuerung sicherer Probe- I !_ . Eigenschaften

Bewegungen | - kompakter, flexibler
- Repeat Funktion bei schlechter | T Hardwareeinbau in den
Kontaktierung el ek ] Flying Prober

- interaktiver D/A-Wandler Test — Lt ks ? nahthses Zusammenspiel
- Reduktion redundanter Testschritte der beiden Software-Suiten

_ . Tp—— : - globaler System- und
Systemdiagnose mit SW-Log-Funktion Applikationssupport

Technische Spezifikationen

unterstitzte Maschinen Acculogic FLS980Dxi

integrierte Hardware SEX I CUBE, SFX5704, TIC022/SR

UUT-Interface (TAP, 1/O, AUX etc.) | 4 TAPs bis 80Mhz; bis zu 64 MPP-Kandle; 1,8 V bis 3,6 V; Signalanpassung; JTAG, BDM, SBW, SWD,
PIC1x

automatisch generierte Tests Interconnection, RAM, Cluster, Interactive ATE, CPLD/FPGA/MCU/Flash-Programmierung

Technologien Embedded JTAG Solutions: Boundary Scan, ChipVORX, VarioTAP
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